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Synchrotronstrahlungsinduzierte TXRF (SR-TXRF) ist eine röntgenanalytische

Technik  im Ultraspurenbereich mit Nachweisgrenzen im Bereich von fg (10-15

g). Die Verwendung von Synchrotronstrahlung erlaubt auch die Erweiterung

des erfaßbaren Elementbereichs auf die leichten Elemente, wie C, O, ... Al.

Ein vielversprechendes Anwendungsgebiet ist die

Oberflächenqualitätskontrolle von Si -Wafern. Diese können mit der Methode

zerstörungsfrei und ortsaufgelöst mit der geforderten

Nachweisempfindlichkeit untersucht werden. Weiters erlaubt die

winkelaufgelöste TXRF auch Rückschlüsse darauf, ob die Verunreinigungen als

dünne Schicht auf der Oberfläche vorliegen oder in die Oberfläche eingebaut

sind. (Charakterisierung von dünnen Schichten und Implantationsprofilen).

Ergebnisse  der Messungen der Arbeitsgruppe des Atominstituts am HASYLAB,

Hamburg und SSRL, Stanford werden präsentiert.
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